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based on the following documents:

FDIS Report on voting
86C/485/FDIS 86C/505/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2010. At this date, the publication will be

e reconfirmed;
e withdrawn;
e replaced by a revised edition, or

e amended.

IMPORTANT - The 'colour inside' logo on the cover page of this pu tion indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding
of its contents. Users should therefore print this document using a’c oErr\Qri er.

A\

O



https://webstore.iec.ch/publication/5093&preview

This is a preview - click here to buy the full publication

-6- 61280-2-8 © IEC:2003

FIBRE OPTIC COMMUNICATION SUBSYSTEM TEST PROCEDURES -
DIGITAL SYSTEMS -

Part 2-8: Determination of low BER
using Q-factor measurements

1 Scope

(Clause 4) and the variable optical threshold method (Clause 5). |
the sinusoidal interference method, is described in Annex B.

W
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PROCEDURES D’ESSAI DES SOUS-SYSTEMES
DE TELECOMMUNICATION A FIBRES OPTIQUES -
SYSTEMES NUMERIQUES -

Partie 2-8: Détermination de faible Taux d'Erreur Binaire (TEB)
en utilisant des mesures du facteur Q

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mong

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les

3) Les documents produits se présentent sgus Mq_fop i internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, ra hniqes ou'guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d’encourager l'unification internationale, les\Corités™ationaux de la CEIl s’engagent a appliquer de

fagon transparente, dans toute la mesure possiplexles ipternationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence\ entke nor de”la CEIl et la norme nationale ou régionale

correspondante doit étre indfquée airs dans)cette derniére.
5) La CEIl n’a fixé aucune p To)! narquage) comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand g a 'une de ses normes

6) L’attention est at}ifé { éments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droit d i S de dr0|ts analogues La CEI ne sauralt etre tenue pour
responsable de nepa ifié

Le rapport de vote 86C/505/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
'approbation de cette norme.

La version frangaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

La présente publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2010. A cette
date, la publication sera

e reconduite;
e supprimée;
e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

IMPORTANT - Le logo “colour inside” qui se trouve sur la page de ¢ rture de cette
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles a
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devrajien séquent,

imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.(\
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Partie 2-8: Détermination de faible Taux d'Erreur Binaire (TEB)
en utilisant des mesures du facteur Q

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 61280 spécifie deux méthodes principa Rpination de
faibles valeurs de TEB en réalisant des mesures accélérées. Celles<Ci & a méthode du
seuil de décision variable (Article 4) et la méthode du seuil optiq i icle 5). En
outre, une troisitme méthode, la méthode de brouillage sinusoiga nnexe B
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